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チタン酸ジルコン酸鉛セラミクス表面のAFM観察
0小林祐輝、渋谷佑樹、自演純、酒井彰
1. 目的
チタン酸ジルコン酸鉛[Pb(Zr，Ti)03，PZT]は
優れた圧電'性を持つ強誘電体で、主にヒ。エゾ素
子として利用されている。セラミクスの圧電効
果向上を目指し、粒塊とその境界面の様子(PZT
セラミクス表面構造)を原子問力顕微鏡で調べ
た。
2. チタン酸ジルコン酸鉛
PZTはチタン酸鉛 PbTi03とジルコン酸鉛
PbZr03の混晶系で、ベロブスカイト構造を持
つ強誘電体である。ここで図 1に PZTの相図
を示す。PbZr03の菱面体晶相と PbTi03の正方
晶相が接する境界をモルフォトロピック相境
界(MPB)と呼び、この境界付近で高い圧電性が
現れる。
PZT表面をAFM測定する際は、走査範囲を
2.08p.m x 2.08p.m として、 240Cから 4000Cで温
度変化測定を行った。温度変化測定の際には、
AFM装置内の対流を防ぐため、装置内を真空
状態とした。
今回使用した試料はセラミクスで、縦横約
4mm、厚さ約O.3mmである。
3. AFMによる PZT表面の観察
AFM測定で得られたPZT表面像を図2に示
す。図 2中に示したマーカー内の粒塊は 4000C
において小さくなっており、これら 3点の粒塊
の高さ平均と温度変化の関係を示したグラフ
を図 3~こ示す。図 3 より相転移温度付近で粒塊
高さが大きく変化していることが分かる。さら
に、 PZT表面像のラフネス解析、フーリエ解析
を行った。ラフネス解析では表面全体での平均
粗さを求めたが、相転移温度付近での粗さの変
化を確認できなかった。また、フーリエ解析で、
は測定表面の水平方向に対する平均的構造を
求めたが、水平方向の構造の変化は微小で、あっ
た。
4. まとめ
AFMを用いて表面上に分布する粒塊の相転
移温度付近での高さの変化を観測した。今後の
課題として、高温でのAFM測定で発生するノ
イズの抑制方法を考察し、高分解能でのPZT表
面の測定を行うことを目指す。
縦訓。
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図 1 PbZr03. PbTi03混品系の相図
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図2 PZTセラミクスの AFM表面像
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図3 粒塊3点の平均高さ
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